WYKLAD 1
Pojecia
sterowanie jakoscig, SPC
Zagadnienia
e karty kontrolne (ogo6lna budowa, idea stosowania),
o karty kontrolne (fazy: konfiguracji i monitorowania),
e karty dla cech mierzalnych (wymieni¢ i wyjasni¢ do czego sg wykorzystywane)
e reguly Nelsona (podstawowe i dodatkowe)
Zadania
Zad. 1.

W tabeli obok zostaly zebrane wyniki pomiarow pewnego parametru (2, 3 lub 4) losowo wybranych detali
wykonane na kolejnych (3, 4) zmianach. Skonfiguruj i wykresl karte X — R, ocen stabilno$é tego procesu
jezeli karta wskazuje niestabilno$¢ wyeliminuj probki wskazujace na rozregulowanie procesu i wykonaj

ponowng konfiguracje¢ karty.

Na egzaminie bedg dostepne ponizsze tabele:

— n dz d3 C4_
kartaX _ Karta R _ 2 1,128 08525 0,7979
R _ R 3 1,693 08884 0,8862
0'} = Op = dg_
d,n d, 4 2059 08798  0,9213

Wykorzystaj kart¢ do dalszego monitorowania procesu, ktorego dane zebrane w

tabeli.

Zad. 2.

Na etapie konfiguracji karty X — R (lub X — S) otrzymano nastepujace wartosci dla

linii centralnych 1 kontrolnych. W tabeli obok zostaly zebrane kolejne wyniki

pomiardw analizowanego parametru, wykorzystaj karte do zbadania stabilnosci tego

procesu.

Zad. 3.

Zbadaj stabilnos¢ procesu, ktorego karta zostala przedstawiona na ponizszym rysunku (sprawdz rowniez

wystepowanie nietypowych wzorcéw opisanych regutami Nelsona).



WYKLAD 2
Pojecia
krzywe OC, wskaznik ARL (co opisuje, jaki jest zwigzek z btedem I rodzaju),
wskaznik ARL; (co opisuje, jaki jest zwigzek z bledem I/ rodzaju), wskaznik /
Pojecia statystyczne
btad I rodzaju, btad I/ rodzaju, moc testu statystycznego
rozktad prawdopodobienstwa, dystrybuanta,
srednia arytmetyczna, kwanty rz¢du p, mediana, odchylenie standardowe, rozstep,

Zadania

Zad. 1. Na podanym rysunku przedstawione zostaty krzywe OC karty X dla probek o licznociach n = ...
Oszacuj warto§¢ wskaznika ARL, dla n = ... 1 przesunigcia $redniej procesu o ... (wielko$¢ wyrazona w o).

Jaka powinna by¢ liczebno$¢ probki aby karta wykrywata podane przesunigcie $rednio po ... probkach.

Zakladajac, ze przedstawiona na zostata wygenerowana dla procesu idealnego (nieprzesunigtego) a proces
zaczynajac od pomiaru ... przesunat si¢ o ... (wielko§¢ wyrazona w o) ocen jak szybko karta wykryta to

rozregulowanie, otrzymany wynik poréwnaj z wartoscig teoretyczng opisywang wskaznikiem ARL;.



WYKEAD 3
Zagadnienia

karty sekwencyjne (dlaczego i kiedy sa stosowane, wymieni¢ rodzaje, jakie parametry monitorujg: potozenie

Czy rozproszenie procesu),

omowi¢ sposdb wyznaczania punktow karty:
* CuSum (mozna na podstawie ogdlnego algorytmu, tzn. z punktami C;, a nie z punktami C;" i C;"),
= EWMA (dodatkowo wymieni¢ parametry karty i poda¢ ich najczesciej wykorzystywane wartosci),
= Kkarta MA.

= karta MR (dodatkowo wyjasni¢ z jakimi kartami karta jest faczona i w jakich sytuacjach).

Zadania

zadl. [ [ [ [ ]

W tabeli powyzej zostaly zebrane wyniki pomiaréw pewnego parametru losowo wybranych detali. Wykresl
karte MA pojedynczych obserwacji przyjmujac, Zze parametry procesu wynosza: (g = .., 0 = .., L. = ... a
okno karty ma szeroko$¢ w = .... Narysuj kart¢ kontrolng i ocen stabilno$¢ tego procesu. Na egzaminie

dost¢pna bedzie ponizsza tabela:

karta i <w i=>w
2 o o
M Oma =— Opma = —
MA NFi MA Jw
zad.2. | | [ [ |
Wykresl karte MR pojedynczych obserwacji przyjmujac, ze parametry procesu wWynosza: [y = ..., 0 = ...

Narysuj karte kontrolng i ocen stabilno$¢ tego procesu. Na egzaminie dost¢pna bgdzie ponizsza tabela:

karta = LCL @ CL  UCL n | d, D, D,
MR D3 dzO' dzO' D4, dzO' 2 1,128 0 3,267

pewnego parametru losowo wybranych detali. Zakladajac, ze linia centralna 1 granice kontrolne karty MR

zostaly wyznaczone jako: CL = ..., UCL = ..., LCL = ..., narysuj karte i ocen stabilnos$¢ tego procesu.



WYKLAD 4

Pojecia
proces stabilny, proces wycentrowany, proces uregulowany,
zdolnos¢ procesu

zwiazki stabilnosci i zdolnosci (czy proces stabilny moze by¢ niezdolny, czy proces zdolny moze by¢

niestabilny, dla jakich procesow nalezy badac¢ ich zdolnos¢
wskazniki oceny zdolnosci procesu (wadliwos¢, PPM, DPO, DPMO, poziom sigma)
wskazniki oceny zdolnosci procesu dla danych ciagtych (C,, Cpy, Cpiy Coier Byy Pows Pty Poies Cp (@) Cpu(Q),
Cpl(q)1 Cpk(CI)'
warunki jakie muszg spetnia¢ wskazniki aby mozna byto proces uzna¢ za zdolny
Pojecia statystyczne

odchylenie standardowe catkowite, odchylenie standardowe wewnatrzprobkowe

Zadania
Zad. 1.
Na podstawie przeprowadzonych n, = ... kolejnych kontroli, w ktorych za kazdym
razem kontrolowanych byto n, = ... detali ustalono, ze S$rednie rozproszenie
kontrolowanego parametru wyniosto R = ... lub (5 = ...). Zapisz wyrazenie na odchylenie standardowe

wewnatrzprobkowe, oblicz jego warto$¢. Przyjmujac, ze granice specyfikacji wynosza w tym przypadku
USL = ... 1 LSL = ... oblicz warto$ci wskaznikéw zdolnosci C,, i C,x, ocen zdolno$¢ procesu i jego

wycentrowanie.

Na egzaminie beda dostepne ponizsze tabele:

. — n dz Cy
kartaX —R kartaX —§ 2 1,128 | 0,7979
R/d, 5/¢4 3 1,693 0,8862
4 2,059 09213

Zad. 2.

Na podanych rysunkach przedstawione zostaty wykresy kwanty-kwantyl pokazujace dopasowanie rozktadu
danych z préby do rozktadu normalnego i pewnego innego rozktadu teoretycznego. Wiedzac, ze srednia
arytmetyczna wynosi ..., odchylenie standardowe .... a kwantyle rozktadu innego niz normalny odpowiednio
70,00135 = - G0,09865 = +- Jo,5 = --- Wyznacz wskazniki zdolnosci wartosci wskaznikow zdolnosci C, i Cy
dla granic specyfikacji USL = ... 1 LSL = .... Wykorzystaj wzory dla rozktadu normalnego i rozktadu innego

niz normalny. Ktore wskazniki lepiej opisujg zdolnos¢ procesu. Czy proces jest zdolny?



